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Abstract (en)
The self-test sequence cannot be altered by external pins and no intermediate results can be available outside the microcontroller. The
microcontroller performs a Boundary Scan according to an IEEE-Standard 1149.1, where only compulsory test commands (provided for the
manufacturing test of the circuit board only) are implemented. A test program or self-test (BIST, Built-In Self-Test) is self-stored in the microcontroller.
The BIST uses a register of the Boundary Scan in order to produce a test pattern and test answers within the chip.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum datenschiitzenden Selbsttest fir Microcontroller, bei dem alle Schaltungselemente innerhalb des
Microcontrollers getestet werden kdnnen, wobei der Ablauf des Selbsttests Uber die externen Pins nicht verandert werden kann, keine
Zwischenergebnisse Uber die Pins nach extern gelangen. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Anordnung in Form einer integrierten Schaltung, mit
der das Verfahren realisiert werden kann und entsprechend ausgestattete Microcontroller. <IMAGE>
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